5. Почему электронный микроскоп может дать большее увеличение, чем обычный? 
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Оптический микроскоп работает за счёт изменения направления хода световых лучей (преломления) при прохождении их через систему линз. В качестве рабочего тела в оптическом микроскопе используется свет. Свет может проявлять как корпускулярные, так и волновые свойства, в зависимости от условий внешней среды. При очень большом увеличении, когда рассматриваются предметы, размеры которых, сопоставимы с длиной световой волны, свет как электромагнитная волна, начинает огибать эти предметы, появляется дифракция. При дифракции световые волны огибают границы непрозрачных тел и могут проникать в область геометрической тени.
Дифракция хорошо наблюдается только на расстояниях L ≥ R2/(, где R –характерные размеры препятствия. На меньших расстояниях применимы законы геометрической оптики. Явление дифракции накладывает ограничение на разрешающую способность оптических инструментов (например, микроскопа). Вследствие ее в фокальной плоскости микроскопа образуется сложная дифракционная картина.
 Дифракция может возникнуть и раньше, из-за дефектов самих линз микроскопа (внутри линз могут попасться участки с большей или меньшей плотностью вещества).

Всё это приводит к искажению рассматриваемого изображения.

В качестве рабочего тела электронного микроскопа используются электроны. Изучаемый объект с одной стороны облучается потоком электронов, а с другой стороны ставится детектор (фотопластинка или ПЗС – матрица). Электроны тоже способны обладать волновыми свойствами, но в отличие от электромагнитных волн светового диапазона, их длина волны намного меньше, а значит, и размеры исследуемых тел тоже будут намного меньше в момент начала дифракции электронов. Следовательно, разрешающая способность электронного микроскопа больше, чем оптического.






















